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Objetivo general

Conocer los principios basicos generales acerca del uso de la microscopia en el estudio de los
materiales. Familiarizarse con los métodos opticos y electronicos empleados en la caracterizacion de
materiales y en la obtencion de informacion acerca de las superficies y de las fases.

Contenidos (temas)

Introduccion general. Principios basicos. Optica fotonica y electronica. Formacion de la imagen.
Aberraciones. Principios de Difraccion. Microscopio compuesto. Partes y sistemas. Microscopio de
Polarizacion. Microscopio de Contraste de Fases. Microscopio de Fluorescencia Confocal.
Microscopio Multifoténico. Microscopio Optico Metalografico. Microscopio Electrénico de Barrido.
Microscopio Electronico de Transmision. Vision general de otras técnicas microscopicas de barrido
por sondas para la caracterizacién estructural de materiales: Fundamentos y Aplicaciones.
Microscopia de Efecto Tunel, de Fuerza Atomica y técnicas relacionadas; Tomografia de Rayos X.

Objetivos especificos (habilidades a adquirir por parte de los estudiantes)

Conocer como centrar el microscopio de luz. Interpretar las imagenes de microscopia. Conocer las
bases del tratamiento digital de imagenes. Ser capaz de seleccionar la técnica de microscopia mas
apropiada a emplear entre las disponibles. Conocer los requerimientos generales de la preparacion
de muestras para especimenes tipo. Conocer las técnicas de caracterizacion morfoldgica y estructural
de materiales.

Bibliografia fundamental

1. Material de estudio entregado en Clase.

2. Transmission Electron Microscopy”. D. B. Williams, C. B. Carter. 1996

3. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. J. I. Goldstein et al. 1992

Bibliografia complementaria

1. D. V. Sibujin. “Curso General de Fisica: Optica”. Ed. Pueblo y Educacién. La Habana. 1990

2. Elements of X-Ray Diffraction”. B. D. Cullity. 1967

3. Practical Methods in Electron Microscopy. Volume 1. A. M. Glauert. North-Holland Publishing
Company. Amsterdan. London. 1972

Sistema de evaluacion

Se evallia sistematicamente en las clases practicas y por tareas de caracterizacion morfologica y
estructural de materiales. La evaluacion final se realiza mediante la presentacion de un trabajo en un
Seminario Taller (Trabajo Final).

Formas de ensefianza
e Conferencias
o Clases Practicas en el aula y en visitas a Laboratorios de Microscopia.
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